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１．はじめに 

図 1 に示す金属薄膜サブ波長格子構造偏光子は，中赤外

域からテラヘルツ帯の新しい偏光子として期待できる[1]．

テラヘルツ帯用としては既にAuを金属層とした偏光子が高

い性能を有することが示されている[1-4]． 

前回，金属種として Au, Ag, Pt を比較し，Auが最も優れ

ていることを報告した[3]．今回，新たに Agを金属層として

検討した結果，Au の場合と同等以上の特性が得られること

が判明したので報告する．保護層を設ければ Agを用いた偏

光子は耐環境特性にも優れ，作製も安価に行える特長がある． 

２．金属の光学特性 

サブ波長格子構造偏光子用の金属種としては，複素屈折

率の絶対値が大きいことが望ましい[1]．図 2に 0.5~3THz に

おける Au と Ag の複素屈折率の実部(n)と虚部()

を示す[5]．Au より Agの方が複素屈折率の絶対値

が大きく，Agを金属層に用いると高特性が期待で

きる． 

金属薄膜の光学特性は成膜条件に大きく依存す

るため，実際に薄膜を作製し，その透過損失を測

定して複素屈折率の絶対値を評価した．高周波ス

パッタ法により，膜厚 20nmの金属薄膜を作製し，

その透過損失を測定した結果を図 3に示す．金属

膜が十分薄い場合，その透過損失は，主に金属

表面での反射損失に依存し， 

 10 log {(n2+2)/16}  [dB]    (1) 

と近似できる．これより，作製した金属薄膜の中

で複素屈折率の絶対値が最大であったのは Ag で

あることが分かった． 

３．作製方法 

金型（下館精機㈱製）を用いたインプリント法により，

Tsurupica®樹脂基板に周期 25m, 先端角 25°の三角断面形

状の１次元格子を形成した[4]．格子面に高周波スパッタ法

を用いて Ag 薄膜を 25nm 成膜し，さらにその上に 20nm 厚

の a-Si 膜を形成して保護層とした．作製した偏光子の外観

を図 4に示す． 

４．光学特性測定結果 

測定には時間領域分光法(TDS)を用いた．図 5 は，超短パ

ルスの出力波形，TE 波および TM 波に対する透過損失の周

波数依存性測定結果である． 0.5~2.5THz の広い範囲で消光

比 40dB 以上，挿入損失（TM 損失）1dB 以下の良好な特性

が得られた．高周波域で消光比が低下している原因は測定系

のダイナミックレンジの制限による．この結果は，金属層に

Au を用いた場合と同等の特性であり，より安価な Ag でも

性能の良い偏光子を作製出来ることを確認した． 
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Fig. 1. Schematic diagram of the polarizer. 
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     Fig. 4. The polarizer fabricated. 
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Fig. 5. Measured optical characteristics of  

the polarizer employing the Ag film. 

 

 

 

 

 
Fig. 2. Complex refractive-indices of      Fig. 3. Measured transmission  

        Au and Ag [5].                   losses of metal films. 
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